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Der Hochgeschwindigkeitstest (engl. Faster-than-at-Speed Test, FAST) wird eingesetzt, um wversteckte Verzoge-
rungsdefekte innerhalb einer Schaltung sichtbar zu machen. Dadurch kénnen Schwachstellen in der gefertigten
Schaltung friihzeitig erkannt werden, bevor es zu einem katastrophalen Fehlverhalten kommen kann. Besonders
effektiv ist FAST, wenn der Test als eingebauter Selbsttest (engl. Built-In Self-Test, BIST) eingesetzt wird. Dann
kann die Schaltung mit geringem Aufwand kontinuierlich auf Verdnderungen im Verhalten tiberwacht werden.
Damit der eingebaute FAST realisierbar wird, miissen allerdings die Testbelegungen einfach in Hardware erzeugt
werden konnen — das direkte Speichern von zuvor berechneten Testbelegungen ist oftmals zu teuer. Hier wird
im Fachgebiet Datentechnik an einem neuen Verfahren namens STARBIST? geforscht, welches in dieser Arbeit

unterstiitzt und erweitert werden soll.

Aufgabenstellung:
STARBIST? fiihrt in einem Zwischenschritt eine einfache Logiksimulation

von vorberechneten Testmustern durch, die allerdings don’t care (X-) Be- s

legungen enthalten kénnen. Dabei kommt derzeit eine einfache, dreiwertige

Logiksimulation zum FEinsatz. Diese ist aber inharent pessimistisch in der a
Propagierung der X-Werte, vgl. auch Abbildung 1. Diese Abbildung zeigt

einen Multiplexer mit den Eingéingen a und b, sowie dem Auswahlsignal s.

Wenn nun ¢ = b = 1 und s = X gilt, so wird in einer einfachen, dreiwer-

tigen Logiksimulation der Ausgang z mit X belegt, da dieses pessimistisch
durch alle Gatter propagiert wird. In der Realitét gilt aber z = 1; sind beide Abbildung 1: Pessimistische X-
Eingéinge des Multiplexers 1, so ist der Ausgang unabhéngig von s. Simulation in einer Schaltung

Deshalb soll in dieser Arbeit eine verbesserte Logiksimulation entwickelt

werden, basierend auf [3, 1]. Dabei wird zunéchst die einfache, dreiwertige Logiksimulation durchgefiihrt und
mit einer zusétzlichen Analyse, basierend auf dem Booleschen Erfiillbarkeitsproblem (SAT), werden ,falsche®
X-Werte (wie in Abbildung 1) gestrichen und durch feste Logikwerte ersetzt. Fiir eine Masterarbeit kann dieses
Thema noch zusétzlich ausgebaut werden, z. B. indem das Verfahren in den STARBIST2-Ablauf integriert wird.

Teilaspekte:
¢ Einarbeiten in Logiksimulation und SAT
o Implementierung des Verfahrens

o Evaluieren des Verfahrens anhand von Simulationen

Voraussetzungen:

o Interesse an der Mitarbeit an einem aktuellen Forschungsthema

e Kenntnisse in C++

o BA: Bestandene Vorlesung ,Introduction to Algorithms* (Nur BA ET), empfohlen wird ,Qualitétssiche-
rung mikroelektronischer Systeme*

e« MA: Bestandene Vorlesungen , Test hochintegrierter Schaltungen®, ,Introduction to Algorithms“ (nur
MA ESE)
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